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| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo
MATERIA OPTATIVA 1) MATERIA 015/0

( ) LIC.EN FISICA 2010 1° cuatrimestre
OPTATIVA 6

Il - Equipo Docente

Docente Funcién Cargo Dedicacién

TORRESDELUIGI, MARIA DEL ROSA Prof. Responsable JTP Exc 40 Hs

[l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal

Teorico/Préactico |Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

8Hs 5Hs 1Hs 2Hs 8Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon précticas de aulay laboratorio 1° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
15/03/2010 25/06/2010 15 120

IV - Fundamentacion

L os procesos originados en lainteraccién de el ectrones con la materia representan actualmente un tema de investigacién de
gran interés. Ello se debe por un lado a su utilidad en la determinacion de pardmetros de importancia en fisica basica, como
también a su aplicacion en distintas técnicas de caracterizacién de muestras basadas en |a espectrometria de rayos x.

En la presente Materia Optativa se propone estudiar en sus aspectos basi cos la técnica Microanalisis con Sonda de Electrones
(EPMA), profundizando en los procesos fisicos involucrados en |os mecanismos de excitacion de las muestras, en la
deteccidn y posterior andlisis de las sefid es emitidas.

A través del desarrollo de estos contenidos se introducird al alumno en un campo de la fisica experimental cuyas aplicaciones
naturales se encuentran en laFisica Atdmicay Molecular, laMateria Condensaday la Fisico Quimica.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

- Introducir alos alumnos en el aprendizaje las posibilidades analiticas del microanalisis con sonda de electrones.

- Lograr el entendimiento de los principios fisicos béasicos de funcionamiento de esta técnica.

- Adquirir los conocimientos necesarios paralograr andlisis precisos de diferentes clases de muestras seleccionando las
condiciones experimental es Optimas.

VI - Contenidos

Unidad 1: Interaccién de Electronescon la Materia.
Trayectoriade los el ectrones en una muestra. VVolumen de interaccion. Simulacion de la trayectoria de el ectrones por el
método de Monte Carlo. Influencia sobre el volumen de interaccién de la energia del haz, del nimero atémico, y del angulo
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deincidencia. Medicion del volumen de interaccién: Rango de los electrones. Rayos X: Emision del continuo; Radiacion
caracteristica; Absorcién de rayos x.

Unidad 2: El cafién de electrones
Cafion de filamento de tungsteno. Cafidn de hexaboruro de lantano (LaB6). Cafién de emision de campo.

Unidad 3: Andlisis cuantitativo: Teoria

Factores de correccién ZAF: Efectos del nimero atémico. Efectos de la absorcion y de la fluorescencia de rayos x. Célculo de
laintensidad generada. Distribucion de ionizaciones: Determinacion experimental. Distintos modelos parala Distribucion de
lonizaciones. Precision de los distintos model os.

Unidad 4: Espectrémetro derayos x WDS.

Espectrometros dispersivos en longitudes de onda (WDS): Propiedades de |os cristales; Resolucion y ancho de linea; Efectos
de latemperaturay de la desfocalizacion. Contadores proporcionales: Ventanay gas de un contados proporcional. Tiempo
muerto en un sistema WDS.

Unidad 5: Espectrdmetro derayos x EDS.
Espectrometros dispersivos en energia (EDS): Detector de Si(Li). Tiempo muerto en un sistema EDS. Respuesta espectral de
un detector de Si(Li): Resolucion en energia; Picos de escape; Picos suma. Medicién y Substraccion de fondo.

Unidad 6: Condiciones experimentales.

Estrategia parala medicion de intensidades: Errores estadisticos e instrumentales; Precision del andlisisfinal; Minimo limite
de deteccion, Homogeneidad y recubrimiento de la muestra. Contaminacion por carbono. Seleccién de patrones. Eleccién del
voltaje acelerador.

VI1I - Plan de Trabajos Practicos

L os trabajos Practicos consistirdn en el uso de PC con softwares especificos. Monte Carlo, AXIL y MULTI.

Entre los Trabgjos Précticos se encuentran:

a) Procesamiento de espectros,

b) Andlisis de los efectos de matriz,

¢) Célculo del Minimo limite de deteccién,

d) Seleccién de las condiciones experimental es éptimas pararealizar andlisis cualitativos, semicuantitativosy cuantitativos
con los espectrémetros EDSy WDS.

V111 - Regimen de Aprobacién

Parala obtencion de laregularidad es necesario la aprobacion del 100% de los Trabajos Practicos.

La aprobacién definitiva de la materia se obtiene a través de la exposicion satisfactoria de un Trabajo de Investigacion
relacionado con lateméticadel Curso, y que esté publicado en una Revista Cientifica reconocida.

I X - Bibliografia Basica

[1] “Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis. A text for biologists, materials scientists and geologists’, J. I.
Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, A. D. Romig Jr., C. E. Lyman, C. Fiori and E. Lifshin. Second edition,
Plenum press, New Y ork and London (1994).

[2] “Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology”, S.J.B. Reed. Cambridge University
Press, Great Britain, (1996).

[3] “X-ray Emission Spectroscopy”, D.S. Urch, in Electron Spectroscopy: Theory, Techniques and Applications. C.R.
Brundle, A.D. Baker (Eds.), Vol. 3. Academic Press, Londres, Cap. 1 (1979).

[4] “Handbook of X-Ray Spectrometry, Methods and Techniques’, R.E. Van Grieken, and A.A. Markowicz. Val. 14,
Dekker, New Y ork (1993).

[5] “Microandlisis Cuantitativo. Principios basicosy situaciones experimentales’, J.A. Riveros delaVega. Universidad de
Barcelona, Barcelona (1994).
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X - Bibliografia Complementaria

[1] “Electron Probe Quantitation”, G.F. Bastin, H.J.M. Heijligers. Eds.: K.F.J. Heinrich, D.E. Newbury, Plenum Press, New
York, p. 145.(1991).
[2] “Electron Probe Microanalysis’, L.S. Birks. Wiley Interscience, New York, (1971).

X1 - Resumen de Objetivos

Adaquirir los conocimientos basi cos necesarios sobre la técnica Microandlisis con Sonda de Electrones, que les permitan alos
alumnos analizar con precision diferentes clases de muestras.

X1l - Resumen del Programa

L os contenidos de esta materia Optativa estan agrupados en seis unidades en las que se profundizan |os siguientes temas:
- Interaccién de Electrones con la materia

- El cafién de electrones.

- Estudio de la Teoriadel andlisis cuantitativo.

- Espectrémetros dispersivos en longitudes de onda (WDS)

- Espectrémetros dispersivos en energia (EDS)

- Seleccion de las Condiciones experimental es

X111 - Imprevistos

| Se espera poder desarrollar la materia segiin o previsto

X1V - Otros
|
ELEVACION y APROBACION DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable
Firma:
Aclaracion:
Fecha:
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